
13：00 ～ 13：20 受付

13：20 ～ 13：30 ご挨拶

13：30 ～ 14：00  「AFMの基礎、プローブ選択方法、BioAFMの紹介」　　  

14：00 ～ 14：40  「分解能 10 nm の赤外分光技術 AFM-IR による高分子イメージングの新展開」      　  　

14：40 ～ 14：50 休憩

14：50 ～ 15：30  「高分子ナノ機械特性解析に向けたAFM-nDMA法の紹介」

15：30 ～ 16：10 「ナノインデンテーションを用いた高分子材料の機械特性評価 」

16：10 ～ 16：30 質疑応答＆アンケート

FAST

▶　WEB 登録サイト　
QR コード

下記WEB登録フォームよりお申込みください。

参加のお申し込み

WEB登録サイト http: / /bi t . ly /2ONqB2K

《お問合せ先》　
ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 　
TEL:03-3523-6364   Email: Info-Nano.BNS.JP@bruker.com

ブルカージャパン / 九州大学中央分析センター共催

「試料最表面の形状・物性を探る」
● 12月12日(セミナー）
　会場：九州大学 工学部第2講義室（伊都キャンパス・西講義棟2階）
● 13日（デモンストレーション）
　会場：九州大学 ウエスト3号館204室（伊都キャンパス・中央分析センター）

12月12日 セミナープログラム

12月1３日 デモンストレーション

参加料：無料

① 10:00 ～ 11：30 基礎編、　② 13:30 ～ 15:00 応用編

原子間力顕微鏡 (Bruker 製 DimensionIcon) の基本操作からナノ機械特性測定 (PeakForce QNM 測定) まで

を紹介する基礎編と、 FastScan オプションを用いた高速イメージングを解説する応用編、2 つのデモンスト

レーションを企画しております。AFM 技術のエキスパートが、日常の測定での疑問点やお困り事など、幅広

いお問い合わせにお答えします。

下記Webサイトから必要事項記入の上、お申し込みください 。

ナノプローブ表面特性評価技術セミナー


